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W wielu réznych dziedzinach nauki i techniki (np. kartografii, biologii, medycy-
nie, inzynierii oraz zastosowaniach militarnych) wyniki pomiaréw uzyskiwane sa cze-
sto w formie obrazéw. Przykladem jest optyczna mikroskopia polaryzacyjna (POM),
ktora jest podstawowa i powszechnie stosowang metoda badawcza w obszarze miek-
kiej materii, szczegdlnie w badaniach cieklych krysztaléw i polimeréw. Interesujacym
i waznym sposobem analizy informacji, uzyskiwanych z obrazéw POM jest ich ana-
liza numeryczna. W wigkszosci przypadkéw numeryczna analiza tekstur opiera sie na
wykorzystaniu macierzy wsp6lwystepowania na poziomie skali szarosci (GLCM) i réz-
nych charakterystykach Haralika. Tym sposobem analizowane jest natezenie swiatta
w poszczegdlnych pikselach bez informacji o kolorze. Ostatnio podejécie to
zostato uogdlnione na obrazy kolorowe i proponowane rozszerzenie oméwione zostanie
w prezentacji.

W uogédlnionej metodzie odwzorowanie fizycznego rozktadu dlugosci fali swiatla
uzyskuje sie¢ poprzez odpowiedniag konwersje obrazu (tekstury) z modelu przestrzeni
barw RGB na model barwy-nasycenia-jasnosci (HSL) [1]. Pozwala to na identyfikacje
lokalnych zmian koloru spowodowanych czynnikami zewnetrznymi, np. temperatura,
polem elektrycznym lub naprezeniami. W ten sposéb mozliwa jest analiza okreslonych
wlasciwosci fizycznych badanego materiatu cieklokrystalicznego.

W prezentacji przedstawione zostang trzy przyklady zastosowan numerycznej me-
tody analizy tekstur. Pierwszy zwiazany z identyfikacja sekwencji mezofaz, wystepu-
jacych w termotropowych cieklych krysztalach, w szczegdlnoéci z mozliwoscig loka-
lizacji subtelnych przej$¢ miedzy fazami o podobnych teksturach. W drugim przy-
ktadzie przedstawione zostanie to, jak zmienia sie dlugosé fali wyznaczona metoda
analizy wraz ze wzrostem natezenia zewnetrznego pola elektrycznego przyktadanego
do prébki. Ostatni przyklad dotyczyé bedzie wyznaczenia zaleznoéci dwdjlomnosci
w funkcji temperatury w materiale ciektokrystalicznym, na podstawie numerycznej
analizy tekstur. W prezentacji wykorzystane zostana tekstury ferroelektrycznych faz
smektycznych i faz blekitnych.
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